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1 Predmét kalibrace

Tento kalibra¢ni postup se vztahuje na kalibraci defektoskopické etalony mérky K1 a K2
pro méfeni konzistence vzorku materidlu vyjadiend jako hloubka v desetindch milimetru,
do které svisle vnikne normalizovana jehla za stanovenych podminek teploty, zatizeni a
doby zatézovani.

Kalibrace popsana v tomto kalibracnim postupu se tyka jak prvotni kalibrace, popf. vstupni
kontroly penetra¢nich jehel a kontrolnich kuzeld v dané organizaci (dale jen PK), tak i
rekalibrace béhem pouzivani (dale jen RK).

2 Souvisejici normy a metrologické piredpisy

TNI 01 0115 Mezinarodni metrologicky slovnik - Zékladni a vSeobecné [L1]
5 pojmy a piidruzené terminy (VIM)
CSN EN ISO 2400 Nedestruktivni zkouSeni - ZkousSeni ultrazvukem -

Specifikace pro kalibra¢ni mérku €. 1 [L2]
CSN EN ISO 7963 Nedestruktivni zkouSeni - ZkouSeni ultrazvukem - [L3]
Specifikace pro kalibra¢ni mérku ¢. 2
CSN EN 1330-4 Nedestruktivni zkouseni - Terminologie - Cast 4: Terminy [L4]
pouzivané pii zkouseni ultrazvukem
EA-4/02 Vyjadfovani nejistot méfeni pfi kalibracich [L5]
EA-4/07 Navaznost méfticiho a zkuSebniho zatizeni na statni etalony [L6]
CSN EN ISO/IEC Posuzovani shody - VSeobecné pozadavky na zplsobilost [L7]
17025 zkuSebnich a kalibra¢nich laboratoti
CSNENISO 10012  Systémy managementu fizeni-Pozadavky na procesy [L8]

meéfeni a méfici vybaveni

3 Kbvalifikace pracovniku provadéjicich kalibraci

Kvalifikace pracovnikt provadéjicich kalibraci defektoskopickych etalonit mérek K1 a K2
je dana ptisluSnym pifedpisem organizace. Tito pracovnici se sezndmi s kalibraénim
postupem upravenym na konkrétni podminky kalibracni laboratofe nebo obdobného
pracovisté provadéjiciho kontroly métidel a souvisejicimi piedpisy.

Doporucuje se potvrzeni odborné zpulsobilosti téchto pracovniki prokézat vhodnym
zpusobem, naptiklad osvédéenim o odborné zptisobilosti, osobnim certifikatem apod.

4 Nazvoslovi, definice

Kalibraéni mérka - téleso z materidlu se specifikovanym slozenim, drsnosti povrchu,
tepelnym zpracovanim a geometrickym tvarem, pomoci kterého se muize ultrazvukovy
pfistroj posuzovat a kalibrovat POZNAMKA viz EN 12223 a I1SO 7963. Kalibraéni mérky
musi byt vyrobeny z oceli jakosti S355J0, specifikované v EN 10025-2, nebo z oceli
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ekvivalentni jakosti. Rozméry kalibra¢ni mérky K1 musi odpovidat obrazku ¢. 1.

Kalibraéni mérka K2 se li§i od kalibra¢ni mérky K1 popsané v ISO 2400 velikosti a
tvarem. Kalibracni mérka ¢. 2 je mnohem mensi, ma mensi hmotnost a jeji geometrie je
mnohem jednodussi. Rozsah pouziti neni tak velky jako u vétsi mérky; predevSim neni
vhodna pro uplnou kontrolu ultrazvukového pfistroje. Mérka K2 piesto umoziiuje béhem
praktického zkouSeni jednoduchou, obcasnou kontrolu kalibrace Casové zakladny a
citlivosti ultrazvukového zatizeni. Kromé toho je vhodna pro kontrolu thlu svazku a bodu
vystupu miniaturnich tthlovych sond.

Referenc¢ni mérka - té€leso z materialu, které obsahuje definované reflektory, které se
pouzivaji pro nastaveni zesileni ultrazvukového zafizeni, za i€elem porovnavani zjisténych
indikaci s indikacemi od zndmych reflektora.

ZkusSebni mérka - kazdé definované a vyzkouSené téleso z materialu, které umoziuje
prezkouset presnost a/nebo vykonnost ultrazvukového systému.

Obrazek €. 1 - Nastavovaci mérky K1; K2; schodova mérka

Ultrazvukovy pristroj - pfistroj pro nedestruktivni zkousSeni, ktery ve spojeni se sondou
vysilé a pfijima ultrazvukové viny

Chyba méfeni - je algebraicky rozdil mezi indikovanou hodnotou a pravou (skute¢nou)
hodnotou méfené veli¢iny (tolerance).

Dalsi pojmy a definice jsou obsaZzeny v pfislusnych normach 1SO 5577 a EN 1330-4 (viz
¢l. 2), a v publikacich zamétenych na metrologickou terminologii.
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5 Méridla a pomocna mérici zatizeni pro kalibraci

e Mcfici mikroskop s rozlisitelnosti alespon 0,001 mm, vybaveny programem pro méieni
geometrie v roving,

e lapovaci prostiedky — lapovaci kamen (arkansas, zula), lapovaci brousek

(Moravitcarbo), lapovaci papir,

Cistici prostfedky - Cisty benzin, napi. Iékarensky, vata, opticka utérka,

mazaci a konzervacni prostredky - 1ékarenska vazelina, popi. hodinatsky olej,

vlasovy vlhkomér, navazany na etalon,

téliskovy teplomér s méficim rozsahem min (16 az 26) °C s hodnotou dilku stupnice

min 0,2 °C, popf. jiny teplomér obdobnych parametrii, navazany na etalon.

Poznamka: VSechna pouzitd méfidla a pomocnd méfici zatizeni musi byt navazany na
etalon vhodného rozsahu a pfesnosti a musi mit platnou kalibraci.

6 Obecné podminky kalibrace

Kalibrace defektoskopickych etalonii mérek K1 a K2 se provadi za téchto referen¢nich
podminek:

» teplota prostiedi (20 + 3) °C,
 vlhkost vzduchu max. 75% RH (nekorozni prostiedi).

Pted vlastni kalibraci se defektoskopické etalony mérka K1 a K2 umisti alesponi na 1
hodinu do mistnosti s referen¢ni teplotou. Relativni vlhkost vzduchu se méti vlhkomérem
pfed zahajenim kalibrace. Uelem sledovani vlhkosti je zajistit nekorozni prostiedi a
zabranit oroseni pfistroje. Zavislost vysledku méfeni tloustky vrstev na vlhkosti prostiedi
neni znadma, zavislost na teploté povazujeme za nepodstatnou.

7 Rozsah kalibrace

e Kontrola dodavky pfii vstupni kontrole (viz €l. 8.1),
e predbéZzna kontrola a ptipadnd Gprava (viz €l. 8.2),
e mg¢feni metrologickych parametrt (viz kap. 9),

e vyhodnoceni kalibrace (¢l. 10).

8 Kontrola dodavky a priprava ke kalibraci

8.1 Kontrola dodavky

Prevzeti defektoskopickych etalonti mérek K1 a K2 K prvotni kalibraci nebo K rekalibraci
stvrzuje pracovnik kalibra¢ni laboratofe svym podpisem na kopii objednavky nebo na
formulafi k tomu uréeném. Pfi piebirani defektoskopickych etalonii mérek K1 a K2 se
piekontroluje, zda typ, evidencni ¢islo, vyrobni ¢islo odpovidaji idajim na objednévce
nebo na dodacim listu, dodaném podkladu (evidenc¢ni karta, vypis z pocitacové evidence
meftidel). (RK)
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8.2 Ci§téni a predbéZna kontrola

Pti pfedbézné kontrole métidla se provede:

e sejmuti znacek, kterymi bylo métidlo opatieno pii predchozi kalibraci (pouze RK),

e Zjisténi, zda nemd defektoskopickych etaloni mérek K1 a K2 viditelné zavady
znemoznujici kalibraci, kontrola povrchu nebo pfilis drsny povrch,

e piipadnéd oprava lehce poskozenych ¢asti defektoskopickych etalonti mérek K1 a K2
lapovaci kamenem, poptipad¢ lapovacim papirem,

e celkové ocisténi defektoskopickych etaloni mérek K1 a K2 Iékarenskym benzinem.

Maji-li poskozeni takovy charakter, ze je nelze odstranit uvedenym zptisobem, predepise
se u defektoskopickych etalonit mérek K1 a K2 pokyn k celkové opravé nebo k vyfazeni.

8.3 Priprava méridla

Defektoskopické etalony mérky K1 a K2 nechdme spole¢né s méficim mikroskopem
Vv kontrolovaném prosttedi na 1 hodinu v laboratofi s referencni teplotou vhodnou ke
kalibraci v rozmezi (20 £ 1) °C.

9 Postup kalibrace

Mg¢éteni se provadi optickou metodou pomoci méticiho mikroskopu s vyuzitim programu
pro méfeni geometrie v rovin¢. Defektoskopické etalony mérek K1 a K2 polozime na
pracovni sklenénou desku mikroskopu, vystfedime v obecné poloze, aby spodni hrana byla
co nejvice rovnobéznd s rovinou meétfeni meficiho mikroskopu a smérem podélného
pohybu mikroskopu. Méficim mikroskopem zjistime skute€nou polohu mérky.

Najizdénim nitkového meéficiho kiiZze na zaostfeny obrys (hranu) defektoskopickych
etalonli mérek K1 a K2, zaneseme jednotlivé body povrSek mérek K1 1 K2 v soufadném
systému méticiho mikroskopu. Pro kazdy zaostfeny obrys (hranu) snimame minimalné 5
bodii. Modernimi zpiisoby vyhodnocovani v programu pro méfeni geometrie v rovingé
vyhodnotime piimost jednotlivy hran defektoskopicky etalonit mérek K1 a K2, vytvotime
obraz nasnimané mérky a vyhodnotime vzdalenosti porovnanim s piedpisem dovolenych
odchylek.



KP 1.1.8/01/16 Defektoskopické etalony Strana 7/14
(mérky K1 a K2) Revize: ¢. 0

03 [ //101]A]
X R
IR i SR B

85

35 X 99

Hodnoty v mm
Obrazek ¢. 2 - Defektoskopicka mérka K1

X

vital Y ,(WW\T
. T © | I
|

ﬂ] I I L 1

| | I

0 0|10

d 100

LRI IR L L L
60 64" 68°70° 72 74° 16

A
]

100

@
=

-
2
15

200 2

Obrazek ¢. 3 — Rozméry kalibracni mérky K1 s meznimi tchylkami

Mezni tchylky, pokud neni stanoveno jinak £0,10 mm.

Mezni tchylky délky rysek pro oznaceni uhli a indexi £0,4 mm.
Opracovani vSech povrchi Ra < 0,8 um.

Vyska znacek thlt 5 mm.
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Vzdalenost | Vzdalenost Ryska Ryska Vzdalenost | Vzdalenost Ryska Ryska
aodhrany | bodhrany | spopisem | bez popisu | codhrany | dod hrany | spopisem | bez popisu
mm mm mm mm
75,4 40,4 30° 87,0 52,0 60°
84,0 49,0 35° 91,4 56,4 62°
85,9 50,9 36° 96,5 61,5 64°
91,7 56,7 39° 102,4 67,4 66°
93,7 58,7 40° 109,3 74,3 68°
98,0 63,0 42° 117,4 82,4 70°
102,6 67,6 44° 127,3 92,3 72°
105,0 70,0 45° 139,6 104,6 74°
107,5 72,5 46° 155,3 120,3 76°
112,7 77,7 48° Vzdalenost | Vzdalenost |  Ryska Ryska
118,4 83,4 50° e od hrany | fod hrany | s popisem | bez popisu
124,6 89,6 52° 76,2 41,2 70°
131,3 96,3 54° 81,2 46,2 72°
135,0 100,0 55° 87,3 52,3 74°
138,8 103,8 56° 95,2 60,2 76°
147,0 112,0 58° 105,6 70,6 78°
156,2 121,2 60° 120,1 85,1 80°

Tabulka €. 1 - Vzdalenosti rysek od jednotlivych hran

Pfi této metod¢é se nejprve zméti rozmery mérky s piesnosti na 0,01 mm. U oblasti
uréenych pro pouzivani se kontrolou ovéfi, Ze v mistech pro pfiloZzeni sondy nevykazuji
toleranci tloustky vetsi nez 0,01 mm.

Pro méteni doby priichodu se pouZije pfistroj ve spojeni s pfimou sondou (pfesnost méteni
casového rozdilu je 0,2 %). Vypoctou se rychlosti Sifeni 1 (tzn. draha/Cas). Doba prichodu
se zmé&fi v riznych smérech, tzn. ve dvou riznych mistech o tloustce 25 mm (1 misto
Vv oblasti ¢tvrtkruhu a druhé tésné u velkého otvoru) a v jednom misté o tloust’ce 100 mm.
Méfeni se musi provest pii teploté od 17 °C do 23 °C.

Podélné viny - pouzije se Sirokopdsmova sonda o jmenovité stiedni frekvenci nejméné
5 MHz a o priméru ménice 10 mm az 15 mm. Mé&ii se rozdil doby prichodu mezi prvnim
a druhym koncovym echem.

Pii¢né viny - pro vSechny sméry se pouZije Sirokopasmova sonda pticnych vin s tthlem
0°, frekvenci 4 MHz az 5 MHz a o priméru ménic¢e 10 mm az 15 mm. Mé&fi se rozdil doby
prichodu mezi prvnim a druhym koncovym echem. S ohledem na polarizaci pti¢nych vin
se v kazdém mist¢ provedou dvé méfeni, a to jedno pfi rovin€ polarizace rovnobézné
s delsi stranou mérky a druhé pfi roving€ polarizace ve sméru kolmém k prvnimu méteni.
Pro kaZzdou kalibra¢ni mérku se uvede nejméné Sest hodnot rychlosti pti€nych vin.
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Jmenovita Tolerance dle Naméfena Nejistota
Nézev - oznaéeni hodnota | CSN ISO 2400 hodnota méteni U
mm hodnoty v mm mm mm

Délka - D1 100 +0,1 99,94 +0,01
Délka - D2 30 +0,1 29,93 +0,01
Délka - D3 15 +0,1 15,03 +0,01
Délka - D4 15 +0,1 15,57 +0,01
Délka - D5 300 +0,1 300,05 +0,01
Délka - D6 200 +0,1 199,90 +0,01
Délka - D7 2 +0,1 2,25 +0,01
Délka - D8 35 +0,1 35,01 +0,01
Délka - D9 91 +0,1 91,00 +0,01
Primér - K1 50 +0,1 50,00 +0,01
Prumér - K2 1,5 +0,1 3,01 +0,01
Oblouk - O1 100 +0,1 99,95 +0,01
Tloustka mérky 25 +0,1 25,03 +0,01

Tabulka €. 2 — Zmétenych hodnot pro mérku K1
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Obrazek ¢. 4 - mérky K1 zmétena na mikroskopu
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Rozméry mérky jsou uvedeny na obrazku. Mezni uchylky mérky jsou +0,1 mm, kromé
délky gravirované stupnice, kterd méa mezni uchylky +£0,5 mm. Hodnoty primérné drsnosti
povrchu Ra jsou definovany v souladu s ISO 4287. Tloustka mérky mize byt vétsi nez
12,5 mm.
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Obrazek €. 5 - Rozméry mérky K2
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Obrazek €. 6 — Rozmeéry kalibraéni mérky K2 s meznimi uchylkami

Nazev - Jmenovita Naméfena Nazev - Jmenovita Naméiena
oznaceni hodnota hodnota oznaceni hodnota hodnota
Délka - D1 20 19,91 Délka - D11 |16,5 16,22
Délka - D2 16,8 16,87 Délka-D12 |21,1 20,89
Délka - D3 20 20,02 Délka - D13 | 28,7 28,58
Délka - D4 23,8 23,81 Délka - D14 |43,3 42,71
Délka - D5 28,6 28,58 Uhel - U1 30° 29°47'24"
Délka - D6 34,6 34,65 Primeér-K1 |1,5 1,52
Délka - D7 42,9 43,00 Oblouk - O1 |50 49,95
Délka - D8 75 75,07 Oblouk - 02 |25 24,60
Délka - D9 50 49,39 Tloustka

Délka - D10 10 9,40 meérky 25 24,98

Tabulka ¢. 3 — Zmétenych hodnot pro mérku K1

Jmenovité hodnoty a tolerance +0,1 mm dle CSN EN ISO 7963
Hodnoty v mm; Rozsifena nejistota méteni 0,01 mm
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Obrazek €. 7 — Nasnimany hodnoceny obraz mérky K2

10 Vyhodnoceni kalibrace

10.1 Postup vyhodnoceni

Me¢étené hodnoty, resp. tichylky od jmenovité hodnoty se zanesou do zdznamu o kalibraci,
resp. do kalibracniho listu. Zjisténé uchylky zvétSené o rozsifenou nejistotu méteni U se
porovnaji s celkovymi dovolenymi chybami.

10.2 Postup v pripadé neshody

V piipadé, ze defektoskopické etalony mérek K1 a K2 nevyhovuji véetné rozsifené
nejistoty méfeni pozadavkiim normy, piedpisu vyrobce nebo pozadavku zékaznika, oznaci
kalibra¢ni laboratof méfidlo jako nevyhovujici a pfeda zadavateli kalibrace oddélené od
vyhovujicich méfidel.

11 Kalibrac¢ni list

Vysledky méfeni by mély byt uvadény v souladu s normou CSN EN ISO 17025 a jejiho
¢lanku 5.10 — Uvadéni vysledki. Jednou z forem je kalibracni list. Pokud nelze s ohledem
na nejistotu métfeni jednoznaéné prohlasit shodu nebo neshodu se specifikaci, je nejlepsi
formou uvadéni vysledk kalibra¢ni tabulka a (nebo) kalibracni graf.

11.1 Nalezitosti kalibra¢niho listu

Kalibra¢ni list by mél obsahovat tyto udaje:
a) nazev a adresu kalibra¢ni laboratofe,
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b) potfadové ¢islo kalibra¢niho listu, o¢islovani jednotlivych stran, celkovy pocet stran,

C) jméno a adresu zadavatele, popf. zakaznika,

d) nazev, typ, vyrobce a identifika¢ni ¢islo defektoskopickych etalonti mérek K1 a K2,

e) datum piijeti defektoskopickych etalond mérek K1 a K2 (nepovinné), datum provedeni
kalibrace a datum vystaveni kalibra¢niho listu,

f) urceni specifikace uplatnéné pii kalibraci nebo oznaceni kalibraéniho postupu (v tomto
ptipadé KP 1.1.8/01/16),

g) podminky, za nichz byla kalibrace provedena (hodnoty ovliviiujicich veli¢in apod.),

h) meéfidla pouzita pii kalibraci,

i) obecné vyjadieni o navaznosti vysledki méfeni (etalony pouzité pii kalibraci),

j) vysledky méfeni a s nimi spjatou rozsifenou nejistotu méfeni a/nebo prohlaseni o shod¢
s ur¢itou metrologickou specifikaci,

k) jméno pracovnika, ktery méfidlo kalibroval, jméno a podpis odpovédného (vedouciho)
pracovnika, razitko kalibra¢ni laboratofe.

Akreditovana kalibra¢ni laboratof navic uvede pfidélenou kalibracni znacku, Ccislo
laboratofe a odkaz na osvédceni o akreditaci. Soucasti kalibracniho listu je t€Z prohlaSeni,
ze uvedené vysledky se tykaji pouze kalibrovaného predmétu a kalibracni list nesmi byt
bez predbézného pisemného souhlasu kalibra¢ni laboratoie publikovan jinak nez cely.
Pokud provadi kalibraéni, resp. metrologicka laboratof kalibraci pro vlastni organizaci,
muze byt kalibracni list zjednodusen, pfipadné viibec nevystavovan (vysledky kalibrace
mohou byt uvedeny napi. v kalibracni kart¢ méfidla nebo na vhodném nosici, popf.
Vv elektronické paméti). V tomto ptipadé je vhodné kalibra¢ni laboratot zpracovala zaznam
o méfeni (s uvedenymi méfenymi hodnotami) a archivovat je;j.

11.2 Protokolovani

Original kalibraniho listu se preda zadavateli kalibrace. Kopii kalibra¢niho listu si
ponecha kalibracni laboratoi a archivuje ji po dobu nejméné péti let nebo po dobu
stanovenou zadavatelem zaroven se zdznamem o kalibraci. Doporucuje se archivovat
zaznamy a kalibracni listy chronologicky. Vysledky kalibrace se mohou v souladu
s ptipadnymi podnikovymi metrologickymi dokumenty zanaset do kalibra¢ni karty métidla
nebo ukladat do vhodné elektronické paméti.

11.3 Umisténi kalibra¢ni znac¢ky

Po provedeni kalibrace miize kalibracni laboratot oznacit kalibrované métidlo kalibra¢ni
znackou, popf. kalibracnim Stitkem nej€astéji s uvedenim ¢isla kalibraéniho listu, datem
provedeni kalibrace, pfipadné s logem laboratofe. Pokud to neni vyslovné uvedeno
Vv nékterém internim podnikovém metrologickém piedpisu nebo kupni smlouvé se
zékaznikem, nesmi kalibracni laboratot uvadét na svém kalibracnim Stitku datum pftisti
kalibrace, protoZe stanoveni kalibra¢ni lhiity métidla je pravem a povinnosti uZivatele.
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12 Péce o kalibracni postup

Original kalibra¢niho postupu je uloZen u jeho zpracovatele, dalsi vyhotoveni jsou pifedana
pfislusnym pracovnikiim podle rozdélovniku (viz ¢l. 13.1 tohoto postupu).

Zmény, popt. revize kalibraéniho postupu provadi jeho zpracovatel. Zmény schvaluje
vedouci zpracovatele (vedouci kalibra¢ni laboratoie nebo metrolog organizace).

13 Rozdélovnik, Gprava a schvaleni, revize

Uvedeny pftiklad je pouze orientacni a subjekt si miize tuto dokumentaci upravit podle
internich predpist o fizeni dokument.

13.1 Rozdélovnik

Kalibra¢ni postup Prevzal

Vytisk ¢islo Obdrzi utvar Jméno Podpis Datum

13.2 Uprava a schvaleni

Kalibraéni postup Jméno Podpis Datum

Upravil

Upravu schvalil

13.3 Revize

Strana Popis zmény Zpracoval Schvalil Datum

14 Stanoveni nejistoty méreni pri kalibraci (priklad vypoctu)

Nejistota kalibrace je stanovena pro meéteni defektoskopickych etalont mérek K1 a K2
mikroskopem s optickym najizdénim podle odstavce 9. Mikroskop ma zakladni nejistotu

4+ 7.L um (pro L =1 m). Uvazuje se normalni teplota prostiedi (20 + 1)°C, teplotni rozdil
mezi mikroskopem a métenym defektoskopickym etalonem mérky K1 nebo K2 nejvyse
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0,5 °C a normdlni soucinitel délkové teplotni roztaznosti (11,5 = 1) um/m°C pro
mikroskop i defektoskopickych etaloni mérek K1 a K2.

Veli¢ina Meze Typ Dil¢i Koefic. | Piispévek
nejistot | rozdéleni | nejistota | citlivosti | k nejistoté

E:Jistz(?gaufn opakovanych méfeni wy | 2,5 um rlloinl. 2.5 um 1 2.5 um
II:I:gllrzteol;[a pfimosti méfenych L, 3 um rov\r/ug)m. 1,73 um 2 3,5 um
ICJ/IerOiI;gp zakladni nejistota L;| 5pm rlloin;. 2.5 um 1 2,5 um
Teplotni rozdil mezi FOVNOM. a=115
mikroskopem a méfenou jehlou —| At | 0,5°C 0,29°C | um/m°C | 0,067 pm
odhad 0,5°C V3 L=0,1m
Vliv rozdilu teplotni roztaznosti
stejny material, délka 300 mm, 1 rovnom. 0,6 At=1°C 01
a =115+ 1 pm/m°C  lymme°c| V3 |wmm°C|L=01m | MM
teplota okoli (20 £ 1) °C

Nejistota kalibrace u prok =1 4,98 um
Vysledny primér penetracni jehly | D, | Rozsifena nejistota kalibrace

Uprok =2 10 pm

Rozsifena nejistota kalibrace defektoskopickych etalonit mérek K1 a K2 na vzdélenosti
praméru 100 mm je naméfend hodnota 99,94 mm + 0,01 mm.

15 Validace

Kalibra¢ni metody podI¢haji validaci v souladu s normou CSN EN ISO/IEC 17025 ¢l. 5.4.
Valida¢ni zprava je uloZena v archivu sekretariatu CMS.

Upozornéni

Kalibra¢ni postup je tfeba povazovat za vzorovy. Doporucuje se, aby jej organizace
pfizplsobila svym poZadavkim s ohledem na své metrologické vybaveni a konkrétni
podminky. V piipad€, Ze stiediskem provadéjicim kalibraci je akreditovana kalibracni
laboratof, mél by byt kalibra¢ni postup navic upraven podle ptislusnych piedpist (zejména
MPA a EA).



